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摘要(译)

本发明实施例公开了一种液晶面板的亮点检测方法，属于显示领域。解
决了现有的液晶面板的亮点检测方法无法检测出由于数据线与像素电极
短路造成的亮点，导致容易发生漏检的技术问题。该液晶面板的亮点检
测方法，包括：对液晶面板的栅线进行扫描，同时所述液晶面板的数据
线输出低电平信号；关闭所述液晶面板的栅线，同时所述数据线输出高
电平信号。本发明可用于检测ADS型液晶面板。
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